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(57) Спосіб вимірювання мікроскопічних структур, 
що включає вимірювання їх цифрових зображень, 
який відрізняється тим, що розміри цифрових 
зображень попередньо корегують, відповідно мі-
рилу на зображенні об'єкта-мікрометра, а обчис-
лювання здійснюють за допомогою доступного 
програмного забезпечення, що дозволяє вимірю-
вати лінійні параметри в пікселах зображення. 

 
 

 
Корисна модель відноситься до медицини та 

біології, здебільшого до гістології, а саме до мор-
фометрії гістологічних препаратів, і може бути ви-
користана при морфологічних дослідженнях орга-
нів та тканин в гістології, анатомії, ембріології, 
патологічній анатомії, та інших галузях, що вико-
ристовують мікроскопічну техніку. 

Класичний спосіб визначення абсолютних лі-
нійних параметрів мікроскопічних структур перед-
бачає використання окулярного мікрометра [1] або 
різних окулярних вставок і насадок [2, 3]. Калібру-
вання вказаних пристроїв виконують за допомогою 
об'єкт-мікрометра [4]. При цьому вимірювання мік-
роскопічних об'єктів здійснюється в йолі зору світ-
лового мікроскопа, потребує значної напруги зору 
дослідника та наступного перерахунку отриманих 
показників у метричну систему. Окрім того, такий 
спосіб не достатньо точний, оскільки обчислення 
здійснюється дослідником суб'єктивно, та потре-
бує додаткового часу і навичок для виготовлення 
та калібрування окулярних вставок. 

Останнім часом з метою полегшення процеду-
ри вимірювання мікроскопічних структур було 
створено різноманітне програмне забезпечення, 
яке пропонує широкий спектр можливостей роботи 
з цифровими знімками мікроскопічних структур, в 
тому числі дозволяє розраховувати лінійні пара-
метри напівавтоматично [5, 6, 7]. Слід зазначити, 
що таке програмне забезпечення є високоспеціа-
лізованим, під час не має документації па україн-
ській та/або російській мовах, що викликає певні 
труднощі із його придбанням та використанням, 

особисто для проведення невеликої кількості ви-
мірів. 

Найбільш близьким до корисної моделі, що 
пропонується, є спосіб вимірювання мікроскопіч-
них структур ділянки хребетного стовпа в прена-
тальному періоді онтогенеза людини [8]. Спосіб-
прототип здійснюється наступним чином: зобра-
ження групи гістологічних препаратів отримують за 
допомогою цифрового фотоапарата, їх зберігають 
на цифрових носіях, калібрують та обробляють за 
допомогою комп'ютерних програм, а вимірювання 
мікроскопічних структур проводять із використан-
ням комп'ютерної програми ВідеоТест-Розмір з 
наступною статистичною обробкою результатів, 
математичним моделюванням та проведенням 
кореляційного та регресійного аналізів. 

Недоліками цього способу є застосування ви-
сокоспеціалізованого програмного забезпечення 
та його вузька спрямованість, що робить нераціо-
нальним його придбання для проведення невели-
кої кількості розрахунків. 

В основу корисної моделі, що пропонується, 
поставлено задачу розробити простий широкодос-
тупний спосіб к вимірювання лінійних параметрів 
будь-яких мікроскопічних структур, який скорочує 
час та полегшує обчислювання. Технічний резуль-
тат від використання запропонованої нами моделі 
полягає в полегшенні методики, зменшенні часу, 
що витрачається на обчислення та доступності 
для широкого використання. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
способі вимірювання мікроскопічних структур шля-
хом вимірювання їх цифрових зображень розміри 
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зображень попередньо корегуються, відповідно 
мірилу на зображенні об'єкта-мікрометра, а обчис-
лювання здійснюється за допомогою будь-якого 
програмного забезпечення, що дозволяє вимірю-
вати лінійні параметри в пікселях зображення. 

Загальними ознаками корисної моделі, що збі-
гаються з ознаками прототипу, є використання 
цифрових зображень мікроскопічних структур та 
програмного забезпечення для роботи з ними (на-
приклад, графічного редактору Adobe Photoshop). 
Відмінними ознаками є те, що отримані результати 
виражені в абсолютних значеннях (мікрометрах) 
та вимірюються за менший час. 

Заявлений спосіб здійснюється таким чином. 
1. Об'єкт-мікрометр та гістологічні препарати 

фотографують за умов однакового збільшення 
мікроскопу та роздільної здатності кінцевого циф-
рового зображення, отримані зображення зберіга-
ють в електронному вигляді на цифрових носіях. 

2. В програмному забезпеченні, призначеному 
для роботи з графічними даними (наприклад, гра-
фічному редакторі Adobe Photoshop), встановлю-
ють відображення розмірів в одиницях «пікселі» та 
відкривають отримані зображення (Фіг.1). 

3. На зображенні мірила об'єкта-мікрометра 
визначають співвідношення «мікрометр : піксель» 
(Фіг.2). В нашому прикладі - 100 мікрометрів на 
зображенні дорівнює 810 пікселям, тобто 1мкм = 
8,1 піксель, 1:8,1. 

4. На зображенні об'єкта-мікрометра дізнають-
ся значення параметрів «висота» та «ширина» 
всього цифрового зображення в пікселях (Фіг.3). 
Отримані значення кожного з параметрів множать 
на співвідношення «мікрометр : піксель». В нашо-

му прикладі - ширина 3264  1/8,1  403. 
5. На зображеннях мікроскопічних структур, що 

досліджуються, змінюють значення «висота» та 
«ширина» на ті значення, які отримані попередньо 
(Фіг.4, Фіг.5). В нашому прикладі - ширину зобра-
ження 3264 слід встановити 403 (3264 8,1  403), 
при цьому висота зображення має дорівнювати 
302. 

6. Проводять вимірювання необхідних лінійних 
параметрів в пікселях зображення (Фіг.6). Отрима-
ні значення відповідають мікрометрам. В нашому 
прикладі -розмір мікроскопічної структури дорівнює 
153мкм. 

По виконанню цих пунктів для кожного збіль-
шення мікроскопа записують відповідні значення 
висоти та ширини, що вирахувані в п. 3, та засто-
совують їх для кожного наступного досліджуваного 
зображення (сучасне програмне забезпечення 
дозволяє автоматизувати цей процес). При необ-
хідності алгоритм повторюють для зображень, 
отриманих за умов іншого збільшення та розділь-
ної здатності мікроскопа (або фотокамери). 

Використання способу обчислення лінійних 
параметрів гістологічних структур за цією схемою 
дозволило у 100% випадків отримати точні розра-
хунки та заощадити час, необхідний для дослі-
дження. Крім того, можливе додавання мірила на 
зображення мікроскопічних структур (по типу міри-

ла географічних карт) для подальшого викорис-
тання його в публікаціях з метою позначення кін-
цевого збільшення. 

Запропонована корисна модель може бути ба-
гаторазово відтворена і використана для морфо-
метрії в ембріології, гістології, анатомії, патологіч-
ній анатомії. 

Перелік фіг. креслення 
Додаток 
Фіг.1. Об'єкт-мікрометр, зображення мірила. 
Фіг.2. Об'єкт-мікрометр, визначення співвідно-

шення «мікрометр : пік-сель». 100 мікрометрів до-
рівнює 810 пікселям зображення. 

Фіг.3. Об'єкт-мікрометр, визначення розмірів 

цифрового зображення -3264  2448 пікселів. 
Фіг.4. Зображення мікроскопічної структури, 

що досліджується. Розміри зображення, збільшен-
ня та роздільна здатність дорівнюють показникам 
зображення об'єкт-мікрометра на Фіг.1-3. 

Фіг.5. Встановлення ширини та, відповідно, 
висоти зображення мікроскопічної структури, згід-
но співвідношенню «мікрометр : піксель». 

Фіг.6. Вимірювання мікроскопічної структури, 
що досліджується. Висота структури дорівнює 153 
мікрометрам (1 піксель = 1 мікрометр). 
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